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Generic Specification: Monolithic integrated circuits
Spécification générique: Circuits intégrés monolithiques

Fachgrundspezifikation: Monolitische integrierte Schaltungen

Tato norma je identicka s EN 190000:1995.

This standard is identical with EN 190000:1995.

Narodni predmluva

Citované normy
ISO 1000 dosud nezavedena

I[EC 27-1 zavedena v CSN IEC 27-1 Pismenné znac¢ky pouzivané v elektrotechnice. Cast 1: V3eobecné
(33 0100)

IEC 50 postupné zavadéna v souboru CSN IEC 50 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (33 0050)

IEC 68 se sklada z jednotlivych &asti, postupné zavadénych do soubord CSN 34 5791, CSN IEC 68
Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni zkousky vlivu vnéjsich ¢initell prostredi a
CSN EN 60068 Zkouseni vlivl prostfedi (34 5791)

IEC 134 dosud nezavedena

IEC 148 nezavedena, nahrazena souborem IEC 748, zavedenym v souboru CSN IEC 748 Polovodi¢ové
soucastky. Integrované obvody (35 8798)

IEC 191 postupné zavédéna v souboru norem CSN IEC 191 Rozmérova normalizace polovoditovych



soucastek (35 8791)
IEC 617 zavedena v souboru CSN IEC 617 Znacky pro elektrotechnickd schémata (01 3390)

IEC 617-12 zavedena v CSN IEC 617-12 Znacky pro elektrotechnicka schémata. Cast 12: Binarni
logické prvky (01 3390)

IEC 617-13 zavedena v CSN IEC 617-13 Znacky pro elektrotechnickd schémata. Cést 13: Analogové
logické prvky (01 3390)

I[EC 747 zavedena v souboru CSN IEC 747 Polovodi¢ové soucastky. Diskrétni soucastky a integrované
obvody (35 8797)

I[EC 747-1 zavedena v CSN 35 8797-1 IEC 747-1 Polovodi¢ové soucastky. Diskrétni sou¢astky a
integrované obvody. Cést 1: Vieobecné

I[EC 747-10 zavedena v CSN IEC 747-10 Polovoditové soucastky. Cast 10: Kmenova specifikace pro
diskrétni soucastky a integrované obvody (35 8797)

IEC 748 zavedena v souboru CSN IEC 748 Polovodi¢ové soucastky. Integrované obvody (35 8798)

I[EC 748-1 zavedena v CSN IEC 748-1 Polovodi¢ové soucastky. Integrované obvody. Cast 1: Vieobecna
ustanoveni (35 8798)

IEC 748-2 zavedena v CSN IEC 748-2 Polovodi¢ové soucastky. Integrované obvody. Cast 2: Cislicové
integrované obvody (35 8798)
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IEC 748-3 zavedena v CSN IEC 748-3 Polovodi¢ové soucastky. Integrované obvody. Cast 3: Analogové
integrované obvody (35 8798)

IEC 748-4 zavedena v CSN IEC 748-4 Polovodi¢ové soucastky. Integrované obvody. Cast 4: Stykové
integrované obvody (pro rozhrani) (35 8798)

IEC 749 zavedena v CSN IEC 749 Polovodi¢ové sou¢astky. Mechanické a klimatické zkousky (35 8799)

CECC 00 007:1973 nezavedena (doporu¢eni CECC je dostupné v Ceském normaliza¢nim institutu,
Usek informatiky, Praha 1, Biskupsky dvir 5)

CECC 00 114:1992 nezavedena (doporu¢eni CECC je dostupné v Ceském normalizaénim institutu,
Usek informatiky, Praha 1, Biskupsky dvir 5)



Obdobné mezinarodni, regionalni a zahrani¢ni normy

NEN-EN 190000:1995 Hoofdspecificatie. Monolitische geintegreerde schakelingen (Kmenova
specifikace. Monolitické integrované obvody)

Vypracovani normy
Zpracovatel: TESLA SEZAM, a. s., Roznov pod Radhostém, ICO 15503402 - Ing.Dagmar Balasova
Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing.Zuzana Nejezchlebovd, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 190000
EUROPEAN STANDARD Cerven 1995

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

Nahrazuje CECC 90 000:1990

Deskriptory: Quality, electronic components, monolithic integrated circuits

Kmenova specifikace: Monolitické integrované obvody

Generic Specification: Monolithic integrated circuits

Spécification générique: Circuits intégrés monolithiques

Fachgrundspezifikation: Monolitische integrierte Schaltungen

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 1992-11-28. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v



Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
ltalie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC

Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovana pracovni skupinou CLC/TC CECC/WG 9 ,Integrované obvody".

Text navrhu vychazejici z CECC 90 000:1990 (4. vydani) a dokumentl CECC(Secretariat)2739, 2740,
2741, 2567, 2565, 2570, 2644, 2668, 2669, 2566, 2645, 2646 a 3117 byl rozeslan k formalnimu
hlasovani. Spole¢né se zpravami o hlasovani rozeslanymi v dokumentech CECC(Secretariat)3187,
2632, 2631, 2674, 2784, 2790, 3189, 2726, 2785, 2786 a 3251 byl 1992-11-28 schvalen jako EN
190000.

Tato evropska norma nahrazuje CECC 90 000:1990.



Byla stanovena nasledujici data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni vydanim
identické narodni normy nebo vydanim oznameni

o schvaleni k pfimému pouziti jako normy narodni

- nejzazsi datum pro zruseni narodnich norem, které jsou

s EN v rozporu

(dop) 1996-01-11

(dow) 2004-01-11
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1 Predmét normy a rozsah platnosti

Tato specifikace stanovi terminy, definice, znacky, zkusebni metody a dalsi material pro monolitické
integrované (mikro) obvody (*), definované v IEC 747, nezbytné pro vypracovani pfislusnych
predmeétovych specifikaci (DS) v systému CECC. V jednotlivych specifikacich jsou uvedeny doplfikové
pozadavky pro jednotlivé rodiny integrovanych mikroobvodd.

-- Vynechany text --



